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が高くな ると被写体コントラス ト3)が小さくな る事と相関する。
1. はじめに
サブ トラ クションは1935年オランダの放射線科医，ZiedsesdesPlantes により原理を紹介
され，今 日，X線診断で臨床的に利用され診断に寄与している。
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3. 1 Al-step 21段撮影
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Al-step 10段目の写真濃度が 1.0土 0.02になるよう
に，管電圧60kV, 80kV, lOOkV, 120kV, で Al-step
21段を撮影した。写真濃度調整は mAs値を変化させて
行った。
Fig. 1 Experimental arrange-
ment (with grid) 
3. 2 Masking-Film作製 3.0 
Fig.2に示したような特性を有する，サブ トラ クショ
ンフィルム (SUB)を用いて， 3.1で撮影した Al-step : 2.0 
； 
のX線写真より 10段目の猥度が各々， 0.6, 0.8, 1.0, 
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Fig. 2 D-logE curve of 
Subtraction film 
3.0 
サプトラ クションについて 49 




Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5は Masking-Filmの濃度と管電圧による消去効果を示している。
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Fig. 3は masking-film の10段目の濃度が 0.6, サプトラ ク トした 10段目の猥度が 0.6の
時の結果である。
Fig. 4は masking-filmの10段目の濃度が0.8, サプトラ ク トした 10段目の猥度が0.8の
時の結果であ る。
Fig. 5は masking-film の10段目の猥度が1.0,サプトラ ク トした 10段目の猥度が1.0の
時の結果である。
以上より，次の事が考えられる。




第 2に， 管電圧60kV~120kVの範囲による消去効果は 120kVが良いサブトラクト を示した。
以上のことから，消去効果については，Al-stepの厚薄に対し管電圧 （線質）が関係 している
と考えられる。





第 8に， Masking-Filmの猥度による消去効果を比較すると，同一管電圧において， 1段
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